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1 S603 / S750 Set zur 1 Ohm / 150 Ohm-Messung an ICs

Die Tastkopfe S603 / S750 dienen zur Messung der leitungsgebunden Aussendung mit
direkter 1 Ohm (S603) bzw. 150 Ohm (S750) Kopplung, nach der Norm EN 61967-4:2002
+ A1:2006. Die Koppelnetzwerke fiur die direkte 1 Ohm /150 Ohm Kopplung nach Norm
IEC 61967-4 sind in den Tastkopfen S603 und S750 enthalten.

Zur Beurteilung der EMV-Eigenschaften von integrierten Schaltkreisen (ICs) wurde die
Messmethode mit direkter 1 Ohm /150 Ohm Kopplung, Messung der leitungsgefihrten
Aussendung von IC erarbeitet. Die Messgrof3en fir das S603 / S705 Set sind der Uber die
IC-Pins abgegebene HF Strom (S603) oder die abgegebene HF-Spannung (S750).

Zur Messung der Aussendungseigenschaften des IC nach Norm werden spezielle
Testleiterkarten benotigt. Diese Testleiterkarten sind mit Test- ICs und die

Koppelnetzwerken, sowie Anschlussbuchsen fur die Tastkopfe / Tastkdpfe bestuckt.

Der Platzbedarf der Koppelnetzwerke auf der Testleiterkarte steigt mit der Zahl der zu
messenden IC-Pins. Dies schrankt die Zahl der praktisch messbaren Pins ein.

Der Frequenzgang der Koppelnetzwerke ist von der Layout- und Bauteilausfuhrung der
Netzwerke abhangig. Das betrifft im Besonderen die Bauteile des 1 Ohm Shunts.

Das 1 Ohm Koppelnetzwerk besteht im Wesentlichen aus einem 1 Ohm Shunt zur
Messung des Einzel- oder Summenstromes an den Massepins der ICs.

Das 150 Ohm Koppelnetzwerk besteht aus einem 150 Ohm Spannungsteiler zur Messung
der Stérspannung an IC Pins.

Zur Verbesserung der Genauigkeit, und damit verbunden auch die Reproduzierbarkeit und
Vergleichbarkeit der Messungen, sowie zur Verringerung des Platzbedarfes auf der
Testleiterkarte wurden die Tastkopfe S603 und S750 entwickelt. Die Tastkopfe S603 und
S750 enthalten intern das entsprechende Koppelnetzwerk (1 Ohm / 150 Ohm), fUr einen
Frequenzbereich bis 3 GHz, sodass diese an der Testleiterkarte nicht mehr bendtigt
werden. Die Kontaktierung der Tastkdpfe S603 und S750 erfolgt mittels einer koaxialen
SMA —Steckverbindung an den Testleiterkarten.
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2 Aufbau und Funktion der Tastkopfe

2.1 S603 1 Ohm
2.1.1 Aufbau S603 Tastkopf

Eingang
5002 SMA - male

Ausgang P —
500 SMA - female

Bild 1 Anschlussbeschreibung S603 Probe, 1 Ohm Tastkopf

Im geschlossenen Aluminiumgehause befindet sich das 1 Ohm Koppelnetzwerk nach
Norm IEC 61967-4. Die beiden koaxialen SMA-Steckverbindungen dienen zum Anschluss
des Tastkopfes an die Testleiterkarte und an ein Messgerat (Spektrumanalysator /
Messempfanger).

Der Tastkopf S603 ist ein HF-Strommesser. Am Test-IC kann der Summenstrom mehrerer
Massepins oder der Einzelstrom eines Massepins gemessen werden. Der HF-Strom wird
durch den 1 Ohm Shunt geleitet Er erzeugt am 1 Ohm Widerstand des Shuntes eine
aquivalente Spannung (Messspannung). Ein Stromfluss von einem Ampere im 1 Ohm
Shunt erzeugt eine Spannung von einem Volt ([A] = [V]). Die Messspannung U, steht am
50 Ohm Ausgang an.

In Verbindung mit dem 50 Ohm Eingangswiderstand des Messgerates wird die Spannung
Uout Um 6 dB geteilt.
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2.1.2 Eigenschaften
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Bild 2 - Frequenzgang der Probe S603 bis 3GHz |Bild 3 - Ersatzschaltbild S603

2.1.3 Verwendung des Korrekturfaktors
Mit dem Korrekturfaktor wird aus der Ausgangsspannung des Tastkopfes der Strom i,
berechnet. Die Ubertragungsfunktion Bild 2, GI 1

F(f)[dBR] = Upye[dBuV] — LinldBud] =1/ ) Gl 1

ist Uber den gesamten Frequenzbereich nahezu konstant -6 dBOhm (Bild 2).

Damit kann im Allgemeinen der konstante Korrekturfaktor K = +6 dB/Ohm verwendet
werden.

Die Korrekturfunktion K(f) des Tastkopfes S603 (Gl 2) ermdglicht eine genaue Korrektur
der Messwerte im gesamten Frequenzbereich. Mit der folgenden zugeschnittenen
Grolengleichung wird der gemessene HF-Strom in dBuA direkt aus der gemessen
Ausgangsspannung Ug,: berechnet

Iin [dBUA] = Upy, [dBWV]- K () [1/q] Gl 2
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Bild 4 - Frequenzgang des Korrekturfunktion S603 K(f)

Die Korrektur K(f) kann wahrend der Messung mit der Software fur Spektrumanalysatoren

,ChipScan-ESA" automatisch ausgefuhrt werden. In der Software ChipScan-ESA ist die
Korrekturfunktion S603 K(f) enthalten.
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2.2 S750 150 Ohm Tastkopf
2.2.1 Aufbau S750

Eingang
5002 SMA - male

[

150Q 3GHz
-156.2dB

150Q Probe
S750 (P .

Ausgang —
500 SMA - female

Bild 5 - Anschlussbeschreibung Probe S750

Im geschlossenen Aluminiumgehause befindet sich das 150 Ohm Koppelnetzwerk nach
Norm IEC 61967-4. Die beiden koaxialen SMA-Steckverbindungen dienen zum Anschluss
des Tastkopfes an die Testleiterkarte und dem Anschluss eines Messgerates
(Spektrumanalysator / Messempfanger).

Der Tastkopf S750 dient der HF-Spannungsmessung an Signalpins von ICs (integrierten
Schaltkreisen). Durch das verwendete 150 Ohm Koppelnetzwerk wird eine Teilung des

Messsignales um 15,2 dB erzeugt.
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2.2.2 Eigenschaften
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Bild 6 - Frequenzgang der Probe S750 bis 3GHz |Bild 7 - Ersatzschaltbild S750

2.2.1 Verwendung des Korrekturfaktors
Mit dem Korrekturfaktor wird aus der Ausgangsspannung des Tastkopfes die Spannung
Uin berechnet. Die Ubertragungsfunktion Bild 6, Gl 3

F(f) [dB] = Ugy [dBUV] = Uy, [dBuV] Gl 3

ist Uber den gesamten Frequenzbereich ab 1 MHz nahezu konstant -15,2 dB (Bild 6).
Damit kann im Allgemeinen der konstante Korrekturfaktor K = +15,2 dB verwendet
werden.
Die Korrekturfunktion K(f) des Tastkopfes S750 (Gl 4) ermdglicht eine genaue Korrektur
Messwerte im gesamten Frequenzbereich.

Uin [dBUV] = Uy [dBUV] - K(f) [dB] Gl 4



LANGER o rseremie $603/5750

EMV-Technik www.langer-emv.de

40

= 5750 K(f) [dB]

35

w
o

$750 K(f) [dB]

N
o

20

0.01 0.1 1 10 100 1000
Frequenz [MHz]

Bild 8 — Frequenzgang des Korrekturfaktors S750 K(f)

Die Korrektur kann wahrend der Messung mit der Software flr Spektrumanalysatoren
,ChipScan-ESA" automatisch ausgefuhrt werden. In der Software ChipScan-ESA ist die
Korrekturfunktion S750 K(f) enthalten.
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Systemaufbau
*
Rpuiup HF - Spannunsmesskopf
Y S
Stromversorgung 4 6.8nF 3750\
GND Vec |————VDD Eingang/ —0-@
Ausgang a
Cl
HF- Strommesskopf
s ~ - 4
S603 =
@_._ Vss (1-n)
IC

i

500
Messeinrichtung - y

Spektrumanalysator / Messempfanger

* optional

Bild 9 - Probe S603 und S750 angeschlossen am Test-IC

Im Bild 9 ist der Aufbau des IC-Testsystems mit den Tastkdpfen S603/ S750 Set
dargestellt. Mit den Tastkdpfen werden die einzelnen Pins des Test-ICs direkt belastet. Je

nach Art der Pins (I/O, Vss) werden die entsprechenden Koppelnetzwerke nach IEC 61967-
4 angeschlossen. Die HF-Ausgange der Tastkopfe werden mit einem Spektrumanalysator

/ Messempfanger verbunden.
e Der S603 Tastkopf wird in die zusammengefassten GND-Pins des Test-IC

angeschlossen

e Der S750 Tastkopf wird an I/O Pins des Test-IC angeschlossen

-10-
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Bild 10: Verwendung S603 / S750

2.2.2 Aufbau der Testleiterkarte:

Das Layout der Testleiterkarte wird nach ,EN 61967-4, 7.2 Layout der Prifleiterplatte”
aufgebaut. Fur den Anschluss der Tastkdpfe werden SMA female Buchsen fur senkrechte

Leiterkartenmontage verwendet

-11 -
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3 Sicherheitshinweise

Dieses Produkt richtet sich nach den Anforderungen der folgenden Bestimmungen der
europaischen Union: 2004/108/EG (EMV-Richtlinie) und 2006/95/EG
(Niederspannungsrichtline).

Wenn Sie ein Produkt der Langer EMV-Technik GmbH nutzen, bitte beachten Sie die
folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst gegen elektrischen Schlag oder das Risiko
einer Verletzung zu schuitzen.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese fur die spatere
Nutzung an einem sicheren Ort auf. Die Anwendung des Gerates ist, von auf dem Gebiet
der EMV sachkundigen und fur diese Arbeiten unter Einfluss von Stérspannungen und
Burstfeldern (elektrisch und magnetisch) geeignetem Personal auszufuhren.

¢ Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise aller benutzten Gerate sind zu beachten.

e Beschadigte oder defekte Gerate durfen nicht benutzt werden.

e Machen Sie vor der Inbetriebnahme eines Messplatzes mit einem Produkt der Langer
EMV-Technik GmbH eine Sichtprifung. Beschadigte Verbindungskabel sind vor
Inbetriebnahme zu tauschen.

e Lassen Sie ein Produkt der Langer EMV-Technik GmbH wahrend der Funktion nicht
ohne Uberwachung.

e Das Produkt der Langer EMV-Technik GmbH darf nur fir Anwendungen genutzt
werden, fur die es vorgesehen ist. Jede andere Nutzung ist nicht erlaubt.

e Trager von Herzschrittmachern durfen nicht mit dem Gerat arbeiten.

e Grundsatzlich sollte der Prufaufbau Uber eine gefilterte Stromversorgung betrieben
werden.

e Achtung! Bei Betrieb der Probe, kdnnen funktionsbedingt Nahfelder und
Storaussendungen entstehen. Aufgabe des Anwenders ist es, MaBnahmen zu
treffen, dass Produkte, die auBerhalb der betrieblichen EMV-Umgebung installiert
sind, in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht beeintrachtigt werden
(insbesondere durch Storaussendung).

Das kann erfolgen durch:
- Einhalten eines entsprechenden Sicherheitsabstandes

- Verwenden geschirmter oder schirmender Raume

Die in Baugruppen eingespeisten Storgrof3en kdnnen funktionsbedingt bei zu starker
Einwirkung zu Zerstérungen (Latch-up) im Prifling flhren. Schutz bietet:

- Vorschalten eines Schutzwiderstandes in die Stromversorgung des ICs
- schrittweises Erhéhen der Storgrofde, Abbruch bei Funktionsfehler
- Unterbrechung der Stromversorgung des Priflings im Latch-up-Fall.

Achtung! Es ist zu sichern, dass interne Funktionsfehler von auRen erkennbar sind.
Bei Nichterkennbarkeit konnen bei Steigerung der Einkopplung Zerstorungen im
Prifling entstehen. Gegebenenfalls sind folgende Methoden anwendbar:

o Uberwachung reprasentativer Signale im Priifling
e spezielle Prifsoftware

¢ sichtbare Reaktion des Priflings auf Eingabehandlungen (Reaktionstest des
Pruflings)
e Fur die Zerstorung von Pruflingen kann keine Haftung Gbernommen werden!

-12 -
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4 Gewahrleistung

Die Langer EMV-Technik GmbH wird jeden Fehler aufgrund fehlerhaften Materials oder
fehlerhafter Herstellung wahrend der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist beheben,
entweder durch Reparatur oder mit der Lieferung von Ersatzgeraten.

Die Gewahrleistung gilt nur unter folgenden Bedingungen:
- den Hinweisen und Anweisungen der Bedienungsanleitung wurde Folge geleistet.

Die Gewahrleistung verfallt, wenn:

- am Produkt eine nicht autorisierte Reparatur vorgenommen wurde,
- das Produkt verandert wurde,

- das Produkt nicht bestimmungsgemal verwendet wurde.

-13-
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5 Technische Daten
5.1 S603
Parameter S603
Shuntwiderstand 1Q
Anpasswiderstand 49 Q
Frequenzbereich 0...3GHz
Ausgangswiderstand (Leerlauf) 50 Q
Anschlisse 50 Q, SMA
Max. Verlustleistung 25W
Ubertragungsfaktor Spannung Uoyt / Uin -6 dB
Ubertragungsfaktor Strom Uogy/lin -6 dB Q
Abmessungen LxBxT 60 mm x 45 mm x 14 mm
Gewicht 42 g
5.2 S750
Parameter S750
Eingangswiderstand 145 Q
Frequenzbereich 100kHz ... 3 GHz
Anpasswiderstand 51 Q
Anschlisse 50 Q, SMA
Ubertragungsfaktor Spannung Uoyt / Uin -15,2 dB
Abmessungen LxBxT 60mmx45mmx14mm
Max. Eingangsspannung DC 50V
Max. Eingangsspannung HF 3,5V
Gewicht 39¢g

-14 -
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6 Lieferumfang

Pos. Bezeichnung Typ Parameter Stck.
01 1 Ohm Tastkopf S603 1
02 150 Ohm Tastkopf S750 1
03 Messkabel SMA-SMA 1 m 1
04 Koffer mit Schaumstoffeinlage 1
05 Bedienungsanleitung 1
06 Koffereinleger 1
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